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OZET

Bulus; lazerli malzeme farkliligi ve malzeme Uzerindeki
sureksizlikleri algilama sistemi ile ilgilidir.

TANITIM

GUnumuzde malzeme  yuzeylerindeki  farkhliklarin
algilanmasina yonelik farkli calismalar yapilmaktadir. Bu
calismalarda kullanilan sensorler oldukca karmasik
sistemlerden olusmaktadir. Karsilastirma yapabilmeleri
icin farkh cihaz ve veritabanlarina ihtiyac duymaktadirlar.
Mevcut c¢ozumler, spektroskopi, X-ray,floresan optik
fiberler gibi yuksek maliyetli bilesenlere sahip olmalari
nedeniyle ekonomik bir ¢c6ziim olmaktan uzaktirlar. islem
sureleri oldukca uzun oldugu icin anlik karar verme
mekanizmalari icin kullanilmazlar. Belirtilen bu gibi
olumsuzluklar nedeniyle ortaya koydugumuz bulus ile;
uretimi kolay, maliyeti muadillerine gore oldukca dusuk
bir algilama sistemi gelistirilmistir. Bulusumuz, Uzerine
lazer 15181 dustrilen bir malzemeden yansiyan fotonlarin
algilanarak karsilastirilmasi temeline dayanan, malzeme
degisimi ya da malzeme yuzeylerindeki farkliligi algilayan
bir sistem ile ilgilidir. Sistem temel olarak lazer diyot ve
sirlict devresi, malzemeden carpip gelen fotonlari
agilayabilecek  hassasiyette bir foto diyot ve
kuvvetlendirme  Unitesi, karsilastirma  Unitesi ve
degerlendirme Unitesinden olusmakta olup anhk
Olcimleri nanosaniyeler mertebesinde yapabilmektedir.
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